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1. Przeznaczenie modelu

M-02 Tester diod i tranzystorow

Model M-02 jest przystawk do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego
DSM-51 umdaliwiajaca zdejmowanie charakterystyk g@towo-napgciowych diod
potprzewodnikowych (réwniediod Zenera w kierunku przewodzenia i zaporowym)
oraz rodziny charakterystyk wigjowych tranzystorow n-p-n.

Przystawka nie jest precyzyjnym miernikiem parametrowdditranzystorow. Stano-
wi natomiast doskonaty przyktad movosci wykorzystania Dydaktycznego Systemu
Mikroprocesorowego DSM-51 do wykonywania serii paraiv.

W celu samodzielnego uzyskania charakterystyki badandégmeatu na ekranie
monitora niezbdne jest opanowanie nagtijacych zagadnig

@ sterowanie uktadu 8255,

@ sterowanie przetwornika C/A,

@ pomiary z wykorzystaniem przetwornika A/C,

@ przesytanie danych padzu RS232,

@ wyswietlanie charakterystyk w oknie systemu Windows.

W pliku DSM-51\Modele\M02\mO02.txteszebrane propozycje zatlado wykonania z
wykorzystaniem modelu M-02.

2. Budowa i zasada dziatania
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Poszukiwana charakterystyka to zales¢ ptynacego przez element gufu od panuj-
cego na nim nagcia. System DSM-51 nie ma wj umazliwiajacych bezpéredni
pomiar padu. W przystawce pomiar ptgeego przez element gau wykonywany
jest poprzez pomiar spadku nagia na rezystorze wezonym w szereg z badanym
elementem.
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Model M-02 jest sterowany przez system DSM-51 zé&rednictwem dwu zcz: zly-
cza wefc/wyjs¢ cyfrowych oraz zicza wefc/wyjs¢ analogowych. Badany element
zasilany jest z wyjcia przetwornika C/A systemu DSM-51 poprzez rezystor 200
Napkcia z obu kacow rezystora podane slo weg¢ analogowych (INO, IN1) prze-
twornika A/C systemu. Pomiar tych dwu nafpipozwala ustali zarbwno napicie
panupce na badanym elemencie jak i pdgy przez ten element qa.

Rodzina charakterystyk w§giowych tranzystora to zestaw charakterystykdowo-
napkeciowych zhcza kolektor-emiter przy tnych wartgciach padu bazy. Pomiar
tej rodziny charakterystyk jest mlbwy dzicki umieszczeniu na przystawce sterowa-
negozrédia padowego zasilacego bag badanego tranzystora.

Prad zrodta jest sterowany liniami PAO...PA3 uktadu 8255 zarpdnictwem proste-
go 4-bitowego przetwornika C/A umieszczonego na przystawort A uktadu 8255
powinien pracowajako port wygciowy w trybie 0. Pad bazy tranzystora wynosi 0O,
gdy wszystkie 4 linie sterage s w stanie 0. Kady wzrost podanej na port A warto-
$ci liczbowej 0 1 powoduje wzrost pdu bazy o ok. 1QuA. Maksymalm wartas¢ pra-
du bazy uzyskuje gj gdy wszystkie linie (PAO...PA3asustawione w stan 1 (warg6é

liczbowa = 15). Pyd bazy wynosi wtedy ok. 150A.

Pomiar charakterystyki polega na wpisywaniu kolejnychteéai (od O do 255) do
przetwornika C/A i mierzeniu nagé panupcych na wejciach INO i IN1. W ten spo-
sob uzyskuje sikolejne punkty badanej charakterystyki nggpowo-pradowej. Jéli,
odczytane z przetwornika A/C, liczby wynasadpowiednio NO i N1, to warts na-
piecia panujcego na badanym elemencie i pdgego padu mazna uzyska ze wzo-
row:

M-02 Tester diod i tranzystorow

U=(N1/255)*5V
| ={[(NO-N1)/255]*5V}/200Q

3. Oprogramowanie

Przykltadowe programy (dioda.asm i tranzyst.asm) demajastr sposob wykorzy-
stania modelu M-02 znajdapie w katalogu DSM-51\Modele\M02. Programy te uru-
chamiane w systemie DSM-51 wspOipracujz programami Dioda.exe i
Tranzystor.exe uruchamianymi na komputerze. Kadgdiowe tych programow
(Dioda.cpp i tranzystor.cpp) znajdigiec w katalogu DSM-51\Modele\MO2\Source.

Program dioda.asm mierzy charakterystykody (lub innego elementu 2 koow-
kowego). Dla kadego punktu pomiarowego wykonywangp®miary dwoch napé:

@ napkcia na wysgciu przetwornika C/A,
@ napkcia na badanym elemencie.

Wyniki pomiaréw przesytaneasprzez hcze RS232 do komputera. Program na kom-
puterze przelicza wyniki (oblicza gi na podstawie spadku napia na rezystorze
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wtaczonym w szereg z mierzonym elementem) i wykaena ekranie zmierzancha-
rakterystyk.

M-02 Tester diod i tranzystorow

Program tranzyst.asm mierzy rodgioharakterystyk tranzystora dla 8apow bazy.
Dla kazdego punktu pomiarowego wykonywangp®miary dwoch napé:

@ napkcia na wysjciu przetwornika C/A,

@ napkcia na badanym elemencie.

Wyniki pomiarow przesytaneasprzez hcze RS232 do komputera. Program na kom-
puterze przelicza wyniki i wykééa na ekranie rodzincharakterystyk tranzystora.

Aby uruchomé odpowiedm pak programow natey:
@ Do systemu DSM-51 przestgorogram dioda.hex lub tranzyst.hex i uruchémi
go.
@ Na komputerze uruchomiodpowiedni program Dioda.exe lub Tranzystor.exe.

Programy te czekajna dane wystane z DSM-51 i po ich odebraniu przedsta-
wiaja wyniki w postaci wykresow.

@ Umiesci¢ diock lub tranzystor w podstawce modelu M-02.
@ Nacisra¢ klawisz [Enter] (klawiatury 2 x 8) systemu DSM-51. Spowaaltg wy-

konanie przez DSM-51 pomiaréw charakterystyki badanegmehtu i przesta-
nie ich przez zicze COM1 systemu do komputera.

Aby zmierzy¢ inny element naley po jego umieszczeniu w podstawce ponownie na-
cism¢ klawisz [Enter] systemu DSM-51. Nowa charakterystyka aoist zmierzona |
przestana, a program na komputerze automatyczmglresli.
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